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EMV-Begriffe im Zusammenhang
EMV
EME EMS
Emission Storfestigkeit
CE RE RS CS
leitungsgebunden gestrahlt gestrahlt leitungsgebunden
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Gerate - EMV

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMVG)

EMV ist die Fahigkeit eines Gerates in seiner elektromagnetischen Umgebung
bestimmungsgemal zu funktionieren ohne dabei andere Gerate zu storen.

Elektronische Komponenten ,vertragen“ sich d.h.
= ,storen nicht* und
= ,werden nicht gestort"

EM-vertraglich zu sein ist ein Qualitdtsmerkmal eines Gerétes /
Systems / Anlage!
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EMV-Stormodell N
Storquelle Storstrahlung Storsenke
Gerét 1 Gerat 2
¥ 2 t

Storsignal

Radiated Emission (RE) Radiated Susceptibility (RS)

Conducted Emission (CE) Conducted Susceptibility (CS

4 Klassen von EMV-Messaufgaben
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EMV elektronischer Gerate - . .

Betrachtet Emission + Storfestigkeit:

EMV-Umwelt |

—

Im Priiffrequenzbereich wirken die
Leiterbahnen am PCB und die
angeschlossenen Kabel als optimale
(resonante) Antennen.

G _ G PCB = Gerat_| -
A 4% <. .
Storemissione

Antenne Leitung am Die | Package Lead | PCB Leiterbahn | externes Kabel |langes ext. Kabel

Leitungslange | 1mm 1cm 10 cm 1m 10m

Wellenlange A=4" 4 mm 4cm 40cm 4m 40 m

Resonanzfrequenz fres 75 GHz 7.5GHz 750 MHz 75 MHz 7,5 MHz
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Messmittel in EMV-Priiflaboren TS

= Absorberhalle

= Freifeldmessgelande

= Geschirmtes HF - Labor
= Kfz - Prifplatz

= Netzoberschwingungen und Flick
= TEM - Zellen

= Streifenleitung (Stripline)

= Verstarker, Messempfanger

= Antennen, Feldsonden, Stromzangen, usw.
= EM-Scanner

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
Kurt Lamedschwandner Seite 8




SEIBERSDORF
LABORATORIES
Vollabsorberhalle (Fully Anechoic Room) "™ * '** #**
mit 3 m Messstrecke
Charakteristika:

= Faraday scher Kifig

= HF-Pyramidenabsorber
auf allen 6 Flachen

= Daher: keine
Reflexionen (f-abhéngig)

= Messergebnisse sehr
gut reproduzierbar

= ,Freiraumbedingungen“

'/“-J‘-f"-k/ WA
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Freifeld Messgelande
mit 10 m und 30 m Messstrecke

Charakteristika:

= elektrisch gut leitende,
ebene Bodenflache
(Interferenz)

= keine Objekte in der
néheren Umgebung

= Messergebnisse gut
reproduzierbar

= Probleme: Fremdfelder,
Witterung
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Signal in Zeit- und Frequenzdarstellung

Pegel

Time domain
measurements  Measumemen s

EMV Messempféanger, Rohde & Schwarz

EMV Messungen werden im Frequenzbereich durchgefiihrt. Das
wichtigste Diagnosemessgerat dafiir ist der Messempfanger.
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EMI-Receiver

= Preselektor / Vorverstarker + Spektrumanalysator + Quasi Peak- / Mittelwert-Detektor

Emslops
AReruasor Preselection  Proam olifet Mixer IF bandwiths dutactor ‘ Deatecton

1 ) T
RF — ;:” | —4:( o _' - Ir'l | "-,' | < r;::il
“3 D N LA i avorage

Die grau hinterlegten Baugruppen sind standardmafig in Funkstérmessempféngern
eingebaut.
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Storfeldstarkemessung

Das Antennensignal wird mit einem Spektrumanalysator iiber den gewiinschten
Frequenzbereich gemessen.

Die Feldstarke errechnet sich durch Addition des Antennenfaktors
(frequenzabhangig!) und der Kabeldampfung (frequenzabhangig!) zum am
Spektrumanalysator gemessenen Signal:

E [dBuV/m] = U [dBuV] + AF [dB/m] + D [dB]

dBuV Mit:
E[T#]‘lzo E = Elektrische Feldstarke
20 U = Signal am Spektrumanalysatoreingang
\Y, AF = Antennenfaktor
E ml- 10 D = Kabeld&mpfung
© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Pegel in der Einheit[dB] """

0
R

Spannungs-, Strom-, Feldstarkepegel:
= A,=20*log (U,/U,)
= wenn U= 1pV, spricht man von dBuV

Leistungspegel:
= A,=10*log (P,/P,)
= wenn P;= 1mW, spricht man von dBm
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Pegel in der Einheit [dB] "

0
R

Spannungs-, Strom-, Feldstarkepegel:

= 1 uV=0dBpV: 2 uV = 6 dBuV, 10 uV = 20 dBuV
= 0 dBmA = 60 dBpA

= 50 Q=34 dBQ; 100 Q = 40 dBQ

Leistungspegel:
= I mW=0dBm;2mW=3dBm; 10 mW =10 dBm; 1 W= 30 dBm

Ohmsches Gesetz:
= [dBV] = [dBQ] + [dBA]
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Pegel in der Einheit [dB] "

0
R

Umrechnungen an 50 Q:
= [dBuV] = 34 + [dBpA]

= [dBuV] = 107 + [dBm]
= [dBuA] = 73 + [dBm]

Umrechnungen an 377 Q Feldwellenwiderstand:
= [dBuV/m] = 51,5 + [dBuA/m]
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BIKO LPDA BILOG HORN
30 MHz - 200 MHz 200 MHz - 1 GHz 30 MHz - 2 GHz 1 GHz - 40 GHz

. . - . SEIBERSDORF

Automatisierte Prufablaufe LABORATORIES

TONT . L LRI R L]
ermoglichen zeitsparende Messungen

Device Setup e - |

T S iy e

Steuersoftware

BILOG Antenne

30 MHz - 2 GHz .
Verstarker
80 MHz - 1 GHz
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EMV-Priifzentrum EMV-Priifzentrum Seibersdort

Generierung von Priifpulsen Priifung von
Netzriickwirkungen
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EM - Scanner

Scanner ermoglicht Visualisierung von PCB-Emissionen im Nahfeld

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
Kurt Lamedschwandner Seite 20

10



TEM / GTEM - Zelle

zur Charakterisierung der EMV-Eigenschaften von ICs

Bildquelle: G. Winkler, B. Deutschmann, K. Lamedschwandner, T. Ostermann:

"Storemission integrierter Schaltungen im Vergleich zur Storstrahlung elektronischer

Gerate*, Tagungsband Mikroelektroniktagung 2003, S. 221 - 226
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Warum ist eine EMV-Konformitats-
prufung fiir Produkte erforderlich?

= Die EMV Konformitat Voraussetzung fiir das Inverkehrbringen
elektrischer/elektronischer Geréate. Es gelten gesetzliche
Mindestanforderungen die weltweit unterschiedlich sind!

(Europa: CE-Kennzeichnung) c €

= Darliberhinaus miissen Hersteller sehr oft die Einhaltung hoherer
EMV-Anforderungen nachweisen.
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Hohere EMV-Anforderungen

weil:

= Zusatzliche MaRnahmen noétig, da ansonsten sicheres
Funktionieren eines Gerates/Systems/Anlage nicht gegeben ist.

= Zusatzliche Anforderungen gegeniiber Auftraggeber
nachzuweisen z.B. sehr haufig fiir Kfz-Zulieferer

= Spezialanforderungen z.B. MIL, ESA,...

= keine gesetzlichen Anforderungen, aber Kundenwunsch
z.B.ICs
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EMV-Normen e

Zivile EMV-Normen:
= Basisnormen (legen Messverfahren fest)

= harmonisierte Normen zu EU-Richtlinien (legen Grenzwert und
Prifpegel fest):
Fachgrundnormen - Produktfamiliennormen - Produktnormen

= werden unter Mandat der Europdischen Kommission durch die
Europdischen Normungsinstitutionen CENELEC und ETSI
ausgearbeitet!
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Hierarchie der Europanormen

ORF
RIES
LI

Product Standards (Produktnormen)
Grenzwerte fur Produkte
Product Family Standards (Produktfamiliennormen)
Grenzwerte fir Produktfamilien
Generic Standards (Fachgrundnormen)

Grenzwerte fUr elektron. Gerate, sofern nicht durch Produkt- oder
Produktfamiliennormen abgedeckt

Basic Standards (Basisnormen):
Messverfahren fir EMV-Messungen und Prifscharfegrade

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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industrielle /nichtindustrielle Umgebung (1)

= Klasse ,,Wohnbereich“: strengere Emissionsgrenzwerte
= Klasse ,Industriebereich®: strengere Storfestigkeitsanforderungen

= Gerat in beiden Umgebungen eingesetzt: dann sind fiir die
Konformitatsbewertung jeweils die strengeren Anforderungen
heranzuziehen d.h.

+ Stoéraussendung: Klasse “Wohnbereich”
+ Storfestigkeit: Klasse “Industriebereich”

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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industrielle /nichtindustrielle Umgebung (2)

= werden die Schutzziele der Umgebungsklasse Wohnbereich
nicht eingehalten, ist folgender schriftlicher Warnhinweis in der
Bedienungsanleitung gefordert:

"Warnung! - Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese
Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstorungen verursachen;
in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden,
angemessene MaBnahmen durchzufiihren.”
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Neben diesen harm. Europanormen gibt es aber
auch noch viele andere EMV-Normen

Militar und Raumfahrt:

= MIL-Standards, Department of Defense, USA
= VG-Normenwerk, Deutschland

= ESA-Standard

Integrierte Schaltungen:
= |[EC 61967 (Emission) und IEC 62132 (Storfestigkeit)

Kraftfahrzeuge:
= Hausnormen* der Kfz-Hersteller
© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Storphanomene®  yww w sime win
Storemission: Storfestigkeit gegen:
= Storfeldstirke = 50/60 Hz Magnetfelder gestrahlt
= HF-Felder
= Netzriickwirkungen = HF-Spannungen . .
leitungsgefiihrt
= Storspannung = ESD, Burst, Surge
= Storstrom = Spannungseinbriiche,
L Kurzzeitunterbrechungen und
= Storleistung Spannungsschwankungen

*) Diese EMV-Stdrphadnomene werden in den Gblichen zivilen Normen betrachtet.

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Prifumfang fur typisches Gerat (1)

Storemission (Frequenzbereich ziviler Normen):

= Netzriickwirkungen (<10 Hz - 2 kHz)

= Stdrspannung (150 kHz - 30 MHz)

= Storstrom (150 kHz - 30 MHz)

= Storleistung (30 MHz - 300 MHz)

= Storfeldstarke (30 MHz - 6 GHz)

Kurt Lamedschwandner Seite 31
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EMV-Prufumfang fur typisches Gerat (2)
Storfestigkeit (Frequenzbereich ziviler Normen):

= Storfestigkeit gegen netzfrequente Magnetfelder (50/60 Hz)

= Storfestigkeit gegen Hochfrequenzspannungen (150 kHz - 80 MHz)
= Storfestigkeit gegen Hochfrequenzfelder (80 MHz - 2,7 GHz)

= ESD, Burst (energiearm), Surge (energiereich)

= Storfestigkeit gegen Spannungseinbriiche,
Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Storfeldstarkemessung
30 MHz - 6 GHz* 10/30m

*) Generics: bis 1 GHz

EN 55022:

wenn interne Frequenz < 108 MHz: bis 1 GHz B 1-4m

wenn interne Frequenz 108-500 MHz: bis 2 GHz

wenn interne Frequenz 500-1000 MHz: bis 5 GHz

EUT
wenn interne Frequenz > 1 GHz: fiinffacher Wert der E
hdchsten internen Frequenz oder bis 6 GHz \\ y

Messaufbau nach CISPR 22 auf einem Freifeldmessplatz geméR CISPR 16-1-4

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Grenzwerte der Storfeldstarke nach A
Fachgrundnorm Wohnbereich EN 61000-6-3
- Emesion Ever e seuvim S 30 - 230 MHz
s niom Avsnd 30 dBUV/m QP in 10 m
230 - 1000 MHz
© 37dBuUV/IMQPin10m

40

20

30 100 1000

FREQUENCY [MHz]

zu messen nach CISPR 22 auf einem Freifeldmessplatz nach CISPR 16-1-4
in 10 m Abstand

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Grenzwerte der Storfeldstarke nach A
Fachgrundnorm Industriebereich EN 61000-6-4
100 Em?g;(oN Lg\t/'gLn[SEIhE'Sdm dBuV/m] P r— 30 . 23 0 MHZ
genssn o e 30 dBpV/m QP in 30 m

80

230 - 1000 MHz
© 37dBuV/mMQPin30m

40

Oder in 10 m Messentfernung
mit um 10 dB erhéhten
Grenzwerten.

20

30 100 1000
FREQUENCY [MHz]

zu messen nach CISPR 11 auf einem Freifeldmessplatz nach CISPR 16-1-4

in 30 m Abstand
© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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zeitsparendes Messverfahren
i "™ =1 = nicht normgerechte
It .= Vormessungen in ,fully anechoic”
Absorberhalle (3 m Messabstand)*
|
‘ ‘ b = kein Hohenscan, keine
o Umgebungsstérer

=  Umrechnung der Messwerte mit
Hallenfaktor auf 10 m

Quasipeak Adapter HP 85650A
[ 1O | sommmmsaerissss = relevante Emissionsfrequenzen

‘ 00 | rstcor st auf normgerechtem Freifeld-

‘ messgelande nachmessen

L *) Nach EN 55014-1:2010 (noch nicht harmonisiert) ist

R — diese Messung fir kleine Geréate mit neuen Grenzwerten
P suoofse0 normgerecht méglich.

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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.. . SEIBERS
Beispiel: Ergebnis LABORAT
Stéremissionsmessung gestrahlt

55022 BQP

30M 50 60 80 100M 200M 300M 400 500 800 16
Frequenz in Hz

Spektrum 30 MHz — 1 GHz, frequenzselektiv, Peakmessung

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Storfestigkeit gegen
Hochfrequenzfelder
EN 61000-4-3 Kriterium A

80 MHz - 2,7 GHz* - 6 GHz
80 % AM (1 kHz)

3 Vim 80 MHz - 1 GHz

It. EN 61000-6-1 und EN 55024
3Vim1,4-2GHz

1 Vim 2-2,7 GHz It. EN 61000-6-1

10 V/m 80 MHz - 1 GHz
3Vim1,4-2GHz

1 Vim 2-2,7 GHz It. EN 61000-6-2**
*) EN 61000-6-1:2007 und EN 61000-6-2:2005
*¥) auf 3V/m verminderter Prifpegel bei ITU-

EEE - Bus
Frequenzen 87-108, 174-230, 470-790 MHz Wetrectner
© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Charakterisierung der Feldhomogenitat

0.5m 0.5m 0.5m

ORF
RIES
-

P13 | P14 | P15 | P16
o S

o o y.
© © © ©

P9 P10 | P11 | P12
© © ©

0.5m 7 Points of Field-Strength
PSP &F7 &P Measurement

n
© ©

o
©

0.5m
-~ P1 "PZ ’\F‘3 -~ P4
0.8m
-0dB/+6dB N Transmit Antenna
an 12 von 16 Punkten
hs
Groundplane/
Bodenabsorber! ) Refe?ence Plane
© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Bewertungskriterien fuir Storfestigkeitsprufungen

Kriterium A:  Prufling muss wahrend und nach der Priifung
bestimmungsgeman arbeiten.

Kriterium B:  Prifling muss nach der Priifung bestimmungs-
gemaR arbeiten. Wahrend der Priifung ist
Beeintrachtigung erlaubt.

Kriterium C:  Funktionsausfall ist erlaubt, wenn sich die
Funktion selbst wiederherstellt oder durch
Betatigung der Bedienelemente wieder-
herstellbar ist.

Betrieb des Gerates in jener Betriebsart, bei der die héchste Storempfindlichkeit
erwartet wird.

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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LA
ienial St iakeitenrii LABORATOR|
B_e|sp|el. Storfegﬂgkeﬂsprufung b S
eines kommerziellen Gerates

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

Prifung bis 2,7 GHz!

EMV-Priifzentrum Seibersdorf l

Préazision ist gefragt: Sowohl Over- als auch Undertesting sind nicht erwiinscht

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Beispiel: gestrahlte LABORATORIES
(L L RLL K L[]

Storfestigkeitspriifung nach MIL

Radiated Susceptubility Test 1 — 18 GHz according to MIL-STD 461 D/E/F

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Storfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen (ESD)

EN 61000-4-2
4 kV Kontaktentladung m;,n s
90% 1 -
8 kV Luftentladung
It. EN 61000-6-1, I bei 30ns -~
EN 61000-6-2 und | bei 60ns | —
EN 55024 10% -
Kriterium B o il 0 o '
Signalform des ESD Stromimpulses
© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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SEIBERSDORF
LABORATORIES
Beispiel: ESD-Priifung Imalmane
Laborpriifung eines Tischgerates nach EN 61000-4-2
© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Steifenleitungsmethode

flir EUBs in Kfz (bis 400 MHz spezifiziert)
+ 150 mm: 50 V/m von 20-400MHz, 60 V/m in tiber 90% des f-Bereichs
+ 800 mm: 12,5 V/m von 20-400MHz, 15 V/Im in (iber 90% des f-Bereichs
+ 20 -400 MHz:

AM, 1kHz, 80% VWAV ANAVVANVVAINVY

7
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Belsplel (L A NIl B L]

Prifung nach Kfz-EMV-Richtlinie

Prifung eines Kabelbaums in der Streifenleitung

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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EMV-AnaIyse TN
= Verfahren: Miniaturfeldsonden oder EM-Scanner +
Spektrumanalysator
= Identifikation kritischer Regionen am PCB moglich
= Scanner bietet zusétzlich eine Visualisierung und
Ortszuordnung!

= Keine Fernfeldinformation!

= Keine normgerechte Konformitatsbewertung maglich!

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Analysemessverfahren

Verwendete Miniaturfeldsonde
= passive H-Feld-Sonde

= sehr kleiner Sondenkopf

= ca. 1 mm Auflésung

= Frequenzbereich: 30 MHz — 3 GHz

Verwendeter Nahfeldscanner

= Scanner ist ca. DIN A4 grof3 Nag ¥
= Matrix mit 32 x 40 = 1280 kleinen H-Feld-Sonden 5 ; .
* ca. 7 mm Auflésung — ——
= Frequenzbereich: 50 kHz — 4 GHz
10f)

H(f)=

T citer

Usopae V=N 27 f - H(f ) Ay

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Methodenvergleich e
Methoden zur Charakterisierung des Abstrahlverhaltens:
Fernfeld: Nahfeld:
Storfeldstarkemessung in Messung mit Miniaturfeldsonde

Absorberhalle / Freifeldmessgelande  oder Nahfeldscanner

E e 1) =22 3 (11, 4) Usonaed SY=N 22 f - pt- H(S )+ Ay
Viswenne *€a =1
Hif)= ”'ﬁ
27 e
Enthalt Information tGber Enthalt keine Information Gber
PCB-Abstrahleigenschaften! PCB-Abstrahleigenschaften!
© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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Beispiel: Treiberschaltung

——
b
o \ i
. i y o QR
B T R
W §: i
U
Scannerboard

Max Hold 30 — 1000 MHz
gesamte Flache

© All rights reserved.
Kurt Lamedschwandner

Absorberhalle

Max Hold 30 — 1000 MHz
alle 4 Richtungen

(1 m Messabstand da sonst Pegel zu gering, keine

Ground Plane, nicht normgerecht)

|EEE Meeting 1.7.2011
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Nahfeldmessung des PCBs

am Scanner

Spatial Scan Treiberprint, Vergleich 1 MHz (links) mit 5 MHz (rechts):

" MaxHold tiber Frequenz

Aus Scannervisualisierung lasst sich ein Pegelunterschied von ca. 10 dB erkennen.

© All rights reserved.
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40-45 dBpV
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Nahfeldmessung des PCBs
am Scanner

Spectral Scan Treiberprint, 5 MHz:

40dBuv_:
Treiberausgang =

5 MHz Hilllkurve (HK) - Scanner |

Schmitt Trigger /

| 30 dBuv

T . O T T T

© All rights reserved.
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Nahfeldmessung des PCBs
am Scanner

Spectral Scan Treiberprint, 1 MH

5 MHz HK-Scanner

© All rights reserved.
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Tm  mmm  wem  mne  wom e
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SEiBEERnt
R A A |
Fernfeldmessung des PCBs in FAR 1 B 1IER OB

Treiberprint, 5 MHz, H-Pol. = worst case, lin.skaliert:

” Maxima bei 350 und 1000 MHz

Level in dBuv/m

30 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Frequency in MHz

Zu beachten: Obwohl die hdchsten Scannerpegel bei 30MHz gemessen wurden,
treten die hochsten Storfeldstérkepegel oberhalb von 300MHz auf!

© All TIgNTS Teservea.

IEEE VIERUINY L.7.£ULL

SEIBERSDORF
: LABORATORIES
Nahfeldmessung des PCBs mit Sonde Tian m Ao Bo R
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EIBER OR
ABORATORIE
| R N |] [

Umrechnungsfaktor Sonde - Scanner .

- L

SD
T0
-

Bon

Differenz zwischen Sonden- und Scannermessung bei 5 MHz:

= U5MHz [dBuV] Scanner
80 USMHz [dBpV] Sonde
—> DiffsMHz [dB] - Sonde-Scanner

5 MHz|- HK - Sonde

o
S w0 5 MHz - HK - Scanner
g

—

Differenz Sonde-Scanner

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Frequenz [MHz]

Ergebnisse von Sonde und Scanner haben &hnlichen Frequenzgang, Sonde
liefert hdheren Pegel wegen geringerem Abstand.

@ Ay 1sosiveu. eee LUy e evas

SEIBERSDORF
H LABORATORIES
Nahfeldmessung des PCBs mit Sonde Tian m Vil R

Treiberprint, 1 MHz Takt (Faktror 5=14 dB):

5 MHz - HK[ Sonde

14dB
1 MHz - HK - Sonde
g
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Vor- Nachteile der Verfahren

Grundsatzlich:
Messablaufe sehr einfach; keine aufwendige Laborinfrastruktur erforderlich
(keine AH, keine geschirmten Raume)

Nahfeldscanner:

Vorteile: ermdglicht eine Visualisierung der Bereiche, wo hohe HF-Strome
flieRen; durch Vergleich verschiedener Scans kann Auswirkung von
Designénderungen leicht beurteilt werden.

Nachteile: bei hohen Bauteilen und/oder durchgehenden Masseflachen auf
der zu messenden Seite nicht verwendbar.

Nahfeldsonden:
Vorteille: unabhangig von Bauteilhéhe anwendbar; Sondenkopf ist ndher an
den Leitungen damit auch niedrige Signale detektierbar

Nachteile: keine Ortszuordnung; keine Visualisierung

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Inhalt T I

= Uberblick EMV-Messtechnik

» EMV-Messgerate, Absorberhalle, Freifeldmessgelande
= Messverfahren fur EMV-Bewertung nach Normen

= EMV-Analysemessverfahren

»= Wege zur Erreichung der EMV

= Zusammenfassung

= Anhang: Kontaktdaten + Dienstleistungsangebot
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Zwei Wege zur EMV - Konformitat

Nicht empfehlenswerte Vorgangsweise:

= Erst kurz vor der Auslieferung eines Produkts wird mit dem EMV-Priiflabor ein
Priiftermin vereinbart

= Wenn Produkt nicht konform, wird nachgebessert (Gefahr, dass teures
Redesign erforderlich ist)

Risikoarmerer und meist kostengiinstigerer Weg zur EMV:

= EMV-Planung bereits zu Projektbeginn

= Entwicklungsbegleitende Messungen bereits am ersten Prototyp (oft reicht
bereits 1 Stunde Messzeit, um wertvolle Aussagen treffen zu kdnnen!)

= Normgerechte Abnahmemessungen (,,Produktzertifizierung®)

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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SEIBERSDORF
1 LABORATORIES
Kosten — Nutzen - Uberlegung Sun @ 14ES SR
Wirtschaftlicher Weg zur EMV:  .6hrmen
Kosten
= Beriicksichtigung der EMV bereits in 4
der Entwicklungsphase Koston
\
= Nur wenn EMV-Probleme sehr friih in N
der Entwicklungsphase erkannt ~d
werden, konnen diese wirtschaftlich I, e NN
behoben werden
Entwicklungsphase Produktionsphase » rEer}t;vicklungs-
= Nachtragliche MaRnahmen sind Bidquell: B.D K Mo

“EMV-g
ITE-Geraten”, Telematik Nummer 1/2001, Graz, S. 32 - 33

meist nur schwierig und mit sehr
hohem Kostenaufwand realisierbar!

Es gilt der Grundsatz: Je spater desto teurer!

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Inhalt

= Uberblick EMV-Messtechnik

» EMV-Messgerate, Absorberhalle, Freifeldmessgelande
= Messverfahren fir EMV-Bewertung nach Normen

= EMV-Analysemessverfahren

= Wege zur Erreichung der EMV

= Zusammenfassung

= Anhang: Kontaktdaten + Dienstleistungsangebot
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LABORATORIES
Zusammenfassung - .

= Richtlinienkonformitat (inkludiert EMV-Konformitat) ist
Voraussetzung fir das Inverkehrbringen elektrischer/elektronischer
Gerate am europaischen Markt (CE-Kennzeichnung)!

= Fir ein sicheres Funktionieren komplexer Systeme ist das friihzeitige
Erkennen potentieller EMV-Probleme Grundvoraussetzung!
(,Vorbeugen ist besser als Heilen*)

= Ohne vorbeugende Beriicksichtigung der EMV, besteht die Gefahr,
dass teure Redesigns erforderlich werden (entwicklungsbegleitende
Messung der EMV-Eigenschaften wird empfohlen)!

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Priifzentrum Seibersdorf

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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Vortragsfolien

Die Folien zum Vortrag finden Sie im DOWNLOADBEREICH auf
unserer Homepage:

http://lwww.seibersdorf-laboratories.at/downloads/praesentationen.html

EIBERSDOR
ABORATORIE
L LR R L

- v
B

HOME  (BERUNS  PRODUKTZ/SERVICES  ZERTIFIZIERUNGEN  VERANSTALTUNGEN

NEWS  KONTAKT

Qoo Présentationen

EMV Bewertung elektronischer

asentationen Gerdte und Systeme
1.1MB pdf Download
= Strahlenschutztag 2011 Kontakt
Vartrag von Dr. Kurt Lomcdschwandnar
= Ebooks EMV-Profzent i Msg. Gem-Peter Mitieredker
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SEIBERSDORF
LABORATORIES
Besuch des EMV-Lahors e
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Inhalt TR L
= Uberblick EMV-Messtechnik
= EMV-Messgerate, Absorberhalle, Freifeldmessgelande
= Messverfahren fur EMV-Bewertung nach Normen
= EMV-Analysemessverfahren
= Wege zur Erreichung der EMV
= Zusammenfassung
= Anhang: Kontaktdaten + Dienstleistungsangebot
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Anhang
Kontaktdaten + Dienstleistungsangebot

Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf

EMV-Prifzentrum Seibersdorf (1)

Bei Fragen rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne!
Kurt Lamedschwandner, DW 2805
Hans Preineder, DW 2808 @

Thomas Nakovits, DW 2561 "
- \ -I|-..
Benjamin Petric, DW 2818 s

Michael Szobel, DW 2564

Tel.: +43 (0)50550 - DW

|EEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Prifzentrum Seibersdorf (2)

Dienstleistungsportfolio:

= EMV - Rechts- und Normungsberatung

= EMV - Analyse bei auftretenden Stdrungen
= Entwicklungsbegleitende Messungen

= Unterstltzung bei der EMV gerechten Gerateentwicklung
= CE - Konformitatspriifungen

= Wiss. Untersuchungen der EMV komplexer Systeme

= Vor-Ort-EMV-Messungen an Anlagen

= EMV - Priifungen fiir Kiz-Elektronik

= Mobilfunkmessungen

= Storfestigkeitsuntersuchungen elektronischer Implantate

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Prifzentrum Seibersdorf (3)

Gut geschultes Personal

= mit jahrelanger Erfahrung in EMV- und Funkmesstechnik

= welches Sie Uber den Letztstand der gesetzlichen und normativen
Anforderungen bestmdglich beraten kann

= und lhnen gerne bei der Gerateentwicklung mit Rat und Tat zur Seite
steht R &

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Prifzentrum Seibersdorf (4)

Vielfaltige Mess- und Priifmdglichkeiten:
= Storfestigkeitsprifung mit Feldern bis 40 GHz
= Storaussendungsmessung bis 40 GHz
= MIL- und Kfz-Pulse

= Funktechnische Messungen

= Streifenleitungsmethode

= Stromeinspeisung (BCI-Verfahren)

© All rights reserved.
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EMV-Prifzentrum Seibersdorf (5)

Aufwendige Laborausriistung:

= Absorberhalle mit 3 m Messstrecke
= 10 m/ 30 m Freifeldmessgelande
= Geschirmtes HF - Labor

= Kifz - Prifplatz

= TEM - Zellen

= Streifenleitung (Stripline)

= Verstarker, Messempfanger

= Antennen, Feldsonden, Stromzangen, usw.
= EM-Scanner

© All rights reserved.
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EMV-Prifzentrum Seibersdorf (6)

Zeitsparende Priifungsdurchfuhrung durch
automatisierte Priifablaufe:

s (Promsrmmpbiier - | 31y (Pinmer

Steuersoftware
30 MHz - 2 GHz Verstarker
80 MHz - 1 GHz

© All rights reserved. |IEEE Meeting 1.7.2011
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SEIBERSDORF

LABORATORIES

L L NIl R L1

EMV-Prifzentrum Seibersdorf (7)

In Europa und USA anerkannte Priifberichte:
= Akkreditierte Prifstelle Nr. 312 (seit 1995)

= Benannte Stelle Nr. 0438 nach EMV-Richtlinie
= Notifiziertes Pruflabor nach Kfz-EMV-Richtlinie
= FCC gelistetes Labor Nr. 285819

Federal
C Communications
Commission

© All rights reserved.
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EMV-Priifzentrum

Internetinfos?

SEIBERSDORF
LABORATORIES
(L LR R L]

Elekinsche und elekironische Gerate und Systeme missen
sirengan Anfrderungen hinsichiich irer elektromagnetischan
gegen sokche Fekde

und gine CE.

prere—

 dettwiaeiees

Forschungs. wnd Entwicklungs. Dismtluistumgen

* Dasisine

+ Fusktsthnisthe Massusgen
« KFZ - EMV - Prifengan

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Infos und Links zum Thema:
http://www.seibersdorf-laboratories.at

© All rights reserved.
Kurt Lamedschwandner

|IEEE Meeting 1.7.2011
Seite 77

© All rights reserved.
Kurt Lamedschwandner

SEIBERSDORF
Weitere Internetinfos?

Elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten

Elebtronische Geeale und Systermne werden huebrmend
komphex. Der Trend geht dabel in Richiung hohens
schnelece K sarkore

d
Vemetzung

Dt s Daebte und Siyatrie 11

Pribamne. bisze Duschinfimisn Stwt mesfined ssukarnes
Srissanchiy
s o b e E
My urgs

Link zur DEMVT: http://www.demvt.de
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Interesse an Meinungs- und

Erfahrungsaustausch zum Thema EMV?
IEEE ENC

Falls ja: AUSTRIA SECTION

= werden Sie Mitglied der internationalen IEEE EMC-Society!

= nehmen Sie an den Veranstaltungen des Austria Chapters teil (Mitgliedschaft
ist keine Bedingung fur Teilnahme)

= |EEE EMC Austrla Chapter http://ieee.ict.tuwien.ac.at/content/view/35/64/

2010 Seibersdorf d

2010 Seibersdorf

© Al rights reserved. |EEE Meeting 1.7.2011
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EMV-Fachtagung ‘@IEEE ENC

AUSTRIA SECTION
findet jahrlich statt — wechselweise am Campus Seibersdorf und
an der TU-Graz:
SEIBERSDORF Z .
LaBORATORIES ¢ OVE..... ’ ife

L L N R[] O~ institut fiir elektronik M

Technische Universitéat Graz

= Infos und Bildergalerie zur 8. EMV-Fachtagung, Friihjahr 2010, Seibersdorf:
http:/lwww.seibersdorf-laboratories.at/produkte-services/elektromagnetische-
vertraeglichkeit/veranstaltungen-und-schulungen/emv-fachtagung-2010.html

= Nachste EMV-Fachtagung, Friihjahr 2012, Seibersdorf
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Dipl.-Ing. Dr.techn. Kurt Lamedschwandner, M.B.A.
SEIBERSDORF LABORATORIES

Seibersdorf Labor GmbH, 2444 Seibersdorf, Austria
T +43 (0) 50 550-2805, F +43 (0) 50 550-2881
kurt.lamedschwandner@seibersdorf-laboratories.at
www.seibersdorf-laboratories.at
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